
 

 

 

 

 

 

 

  極点測定におけるＳｃｈｕｌｚスリットの重要性 
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概要 

 極点測定は材料のあらゆる方向の方位を定量的に求める手段であり、Ｓｃｈｕｌｚの反射法が主流で 

   あるが、最近、各種光学系の普及により、制限付きの極点測定が行われている。 

   ここで、極点測定の基本を説明します。 

    以下はＳｃｈｕｌｚスリットを用いた極点測定の光学系である。 

 

 回転軸は、回折角度を決める θ軸 

   試料の煽りを行う α軸 

   試料を回転する  φ軸 

  Ｘ線ビームは、３軸の交叉点に照射します。 

 

 ｄｅｆｏｃｕｓ曲線に関係するのは、 

ＳｃｈｕｌｚスリットによるＷｂ幅（１ｍｍ以下） 

  回折角度のθ角度 

  受光側スリットのＬｒ（回折線の積分を行える幅） 

  である。 

  

  

 



 粒径の大きい材料の場合、入射側のＤＳスリットを広げるが、煽り（α軸）により、照射Ｘ線が 

    材料からはみ出る可能性があり、γ揺動を利用する。 

入射側が発散系の場合（Ｓｃｈｕｌｚの反射法） 

 

 

      Ｓｃｈｕｌｚスリットは試料の直前に付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



入射側は平行ビーム 

 

 

 プロファイル測定の光学系を基本で考えると、上記になるが、 

 極点測定を基本で考えるなら、入射光学系を９０度回転すると、２θ方向が発散系で、縦方向が 

 平行ビームになるので、Ｓｃｈｕｌｚ無しの理想光学系が実現できます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



試料位置における高さ方向幅（Ｗｂ）によるｄｅｆｏｃｕｓ曲線 

 Ｗｂ＝１ｍｍ     Ｗｂ＝２ｍｍ 

 

 Ｗｂ＝４ｍｍ     Ｗｂ＝６ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 試料位置における高さ方向のＸ線は１ｍｍ以内で測定してください。 

 

Ｘ線照射幅が広いと 

ｄｅｆｏｃｕｓ補正量が大きくなる 

Ｘ線が試料からはみ出す可能性がある。 

 


